Nas técnicas de microanalise, como espectroscopia de emissao de raios X induzida por particulas
(Particle Induced X Ray Emission - PIXE), o valor das intensidades medidas no espectro esta
relacionado com a concentracao dos elementos correspondentes. Os programas que fazem esta
transformacao usam uma série de parametros fisicos a fim de corrigir os efeitos da matriz. Sao
algoritmos complexos e que precisam de uma vasta biblioteca de parametros, entre os quais a
secao de choque de producao eficaz de raios X: uma medida da probabilidade de geracao de
fotons associados a uma linha caracteristica. O objetivo deste trabalho é obter
experimentalmente este parametro, a partir de medidas de PIXE em filmes finos, cujas espessuras
foram obtidas usando as técnicas de Retroespalhamento de Rutherford (RBS) e a Refletometria de
raios X (XRR).

Teoria nao prevé o comportamento das transicoes do tipo L, mas é
compativel com transicoes do tipo K

Para filmes
suficientemente finos, a
secao de choque de
producao eficaz de raios
X (oy) é obtida
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AMOSTRAS:
Filmes de Al e de Al,O,

(espessura aproximada: 10 nm)

ESTUDO DA TRANSICAO

Reproduzir valores conhecidos, para entao obter dados originais AlK,
N,: Intensidade €;: Eficiéncia do Detector n: atomos/area
— —  Calculada a
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caracteristicas
especificas do
detector
usado.
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Eficiéncia intrinseca do detector de Si(Li) do Implantador do IF-
UFRGS, com destaque para a energia do féton Al-K,
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Resultados de secao de choque de producao eficaz de raios X obtidos experimentalmente com o filme de aluminio (esquerda) e de
Al,O,(direita). A linha continua é o resultado previsto pela teoria ECPSSR (Brandt e Lapicki, 1979)
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Conclusdes e Perspectivas

s*Concordancia dos
resultados experimentais
com a teoria;
s*Caracterizacao detalhada
dos parametros geométricos
do detector;

“*NOVOS FILMES: Ti, TiO,, Si
e SiO,
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